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69 Verfahren zur Bestimmung der Dicke von Klebstoffschichten auf Buchblockriicken.

6) Es wird die Dicke von Klebstoffschichten (9) auf

Riicken (7) von Buchblécken bestimmt, die in einer
Fiihrung im Leimwerk einer Filzelmaschine iiber eine
Einrichtung zum Auftragen von Klebstoff gefiihrt werden.
Dadurch wird eine gleichmissig gute Klebequalitit erreicht.
Die direkte Bestimmungder Klebstoffschichtdicke erfolgt
unmittelbar nach Auftrag des Klebstoffes, wobei bei der
Messwerterfassung randbedingte Einflussgréssen zur Ge-
wihrleistung eines unverfilschten Messergebnisses be-
riicksichtigt werden. Es wird ein Mittelwert der Klebstoff-
schichtdicke in einer Verstirker-, Rechen- und Anzeige-
einheit (10) aus Kenngrossen gebildet, die durch Mess-
werterfassung mittels zwei Lichtstrahlen (4, 5) in zwei
fixierten Messstellungen auf mindestens einer Bezugs-
fliche (8) vor dem Auftrag der Klebstoffschicht (9),
und auf der Oberfliche der Klebstoffschicht (9) sowie
auf der Bezugsfliche (8) nach dem Auftrag der Klebstoff-
schicht, gewonnen werden.
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PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zur Bestimmung der Dicke von Klebstoff-
schichten unmittelbar nach dem Auftrag des Klebstoffes
auf Riicken von Buchblocks, die in einer Fiihrung iiber eine
Einrichtung zum Auftragen von Klebstoff gefiihrt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass in einer Verstiirker-, Rechen-
und Anzeigeeinheit (10) ein. Mittelwert der Klebstoffschicht-
dicke aus Kenngrossen gebildet wird, die durch Messwerter-
fassung in zwei fixierten Messstellungen auf mindestens
einer Bezugsfliche (8) und dem Buchblockriicken (7) vor
dem Auftrag der Klebstoffschicht, sowie auf der Oberfli-
che der Klebstoffschicht (9) und der Bezugsfliche (8) nach
dem Auftrag der Klebstoffschicht, gewonnen werden, wo-
bei auch randbedingte Einflussgrossen beriicksichtigt wer-
den.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuerung der Messvorgiinge, d.h. die Fixie-
rung der beiden Messstellungen durch Lichtschranken (11)
erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass fiir die Messwerterfassung ein gebiindelter Licht-
strahl (4; 5) verwendet wird, der unter einem Einfallwinkel
auf die jeweilige Messstelle auftrifft und auf eine foto-
elektrische Empfingeranordnung (6) geworfen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strahlen (4) jeder Messanordnung gleich-
artig und gemeinsam ausgelenkt werden kdnnen, wodurch
eine Ermittlung der Schichtdicke der Klebstoffschicht auch
quer zur Bewegungsrichtung der Buchblocks maglich ist.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemiss dem Ober-
begriff des Patentanspruches 1.

An bekannten Maschinen dieser Art erfolgt keine Be-
stimmung der Dicke der auf die Buchblockriicken aufgetra-
genen Klebstoffschichten. Die Kontrolle wird visuell durch
das Bedienpersonal in bestimmten Zeitabstéinden durchgefiihrt
oder erfolgt durch Messungen an Schnitten durch die Kleb-
stoffschicht nach Abschluss des Bindevorganges und ausrei-
chender Trocknung des Klebstoffes. Werden zu grosse Ab-
weichungen vom Sollwert festgestellt, ist der Auftrag auf
der Klebebindeanlage meist schon abgeschlossen und eine
Korrektur nicht mehr moglich. Die Qualitit der Klebung
steht jedoch in direkter Abhingigkeit von der Dicke der
Klebstoffschicht, so dass bei subjektiver Einschitzung Un-
terschiede in der Festigkeit des Buchblocks und Ausschuss
direkt auftreten.

Aus einer Veroffentlichung der Firma Jagenberg in der
Programmschrift anldsslich einer Konferenz zum Thema
«Papier- und Pappeverpackungen in Verpackungssystemen»
ist bekannt, dass die Kontrolle des Klebstoffauftrages mit-
tels fotoelektrischer und kapazitiver Messmethoden automa-
tisch erfolgt. Bei der erstgenannten Methode wird der Leim
eingefirbt. Durch eine Fotozelle wird die Intensitat der Leim-
schicht gemessen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass die
Farbe des Kartongrundes die Messung beeinflussen und da-
mit verfilschen kann und die Einfirbung den fusseren Ein-
druck durch den Kontrast zum allgemein weissen Papier be-
eintrichtigt. Dariiber hinaus gestattet diese Messmethode nur
eine Aussage dariiber, ob Leim vorhanden ist oder nicht.
Eine quantitative Aussage ist dagegen nicht méglich.

Bei der kapazitiven Messmethode wird die Feuchtig-
keitsmenge des aufgetragenen Leimstreifens zur Messung
herangezogen. Hierbei kann der Toleranzbereich der Kleb-
stoffschicht festgelegt werden, indem durch zwei Poten-
tiometer ein oberer und unterer Grenzwert eingestellt wird.
Diese Methoden haben den Nachteil, dass das Messergebnis

nicht mit geniigender Genauigkeit eine Aussage iiber die
Dicke der Klebstoffschicht zwischen 0,5 bis 1,5 mm mit
zuldssigen Toleranzen von wenigen. Zehntel-Millimetern zu-
ldsst, da die Werte durch Storgréssen, wie unterschiedli-

s chen Kartongrund sowie Unterschiede in der Einfirbung
des Leims oder der Klebstoffzusammensetzung beeinflusst
werden.

Ziel der Erfindung ist, durch eine Bestimmung der Kleb-
stoffschichtdicke eine gleichmissig gute Klebequalitit zu

10 erreichen und Ausschuss zu vermeiden. )

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, zur Ge-
wihrleistung einer gleichmissig guten Festigkeit der klebe-
gebundenen Buchblocks infolge einer Abhédngigkeit der
Qualitit der Klebung von der Dicke der aufgetragenen

15 Klebstoffschicht eine direkte Bestimmung der Klebstoff-

schichtdicke unmittelbar nach Auftrag des Klebstoffes zu

ermoglichen, wobei bei der Messwerterfassung randbedingte

Einflussgréssen zur Gewihrleistung eines unverfilschten

Messergebnisse beriicksichtigt werden miissen.

Erfindungsgemiss wird die Aufgabe durch ein Verfahren
mit den im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1
angefiihrten Merkmalen gelGst.

Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens mit da-
durch gekennzeichnet, dass die Strahlen jeder Messanord-
25 nung gleichartig und gemeinsam ausgelenkt werden kénnen,

wodurch eine Ermittlung der Schichtdicke der Klebstoff-
schicht auch quer zur Bewegungsrichtung der Buchblocks
mdoglich ist.

Die Erfindung soll an einem Ausfiihrungsbeispiel nach-

30 stehend niher erldutert werden.

Es zeigt:

Fig. 1 das erfindungsgemisse Schema fiir die Messwert-
erfassung und eine formelgerechte Definition der Kenn-
grossen.

Fig. 2 die schematische Darstellung der Bestimmung
der Dicke von Klebstoffschichten auf Buchblockriicken in
einem Leimwerk einer buchherstellenden Maschine.

Im Ausfiihrungsbeispiel wird von. einem Geber 1 ein ge-
biindelter Lichtstrahl 2, z.B. ein Laserstrahl, abgegeben.

Mit Hilfe eines Strahlteilers 3 wird der Laserstrahl in
zwei geblindelte Lichtstrahlen 4, 5 zerlegt. Der Strahl 4
wird in der fixierten Messstellung I unter einem bestimmten
Einfallwinkel auf die Bezugsfliche unbeleimter Buchblock-
riicken 7 gerichtet und von dort auf die fotoelektrische Emp-
45 fingeranordnung 6 geworfen. In der gleichen fixierten Mess-
stellung I wird der Strahl 5 auf die Bezugsfldche Unterkan-
te des Einspann- und Fordermittels 8 unter einem bestimm-
ten Einfallwinkel gerichtet und auf die Empféingeranord-
nung 6 geworfen.

Anhingig von der Lage der Auftreffstelle beider Licht-
strahlen werden Kenngrossen an die Verstirker-, Rechen-
und Anzeigeeinheit 10 weitergeleitet. '

Der gleiche Vorgang wiederholt sich in einer zweiten
fixierten Messstellung II, an welcher die Buchblocks nach
55 dem Auftrag der Klebstoffschicht vorbeigefiihrt werden. )

Der Strahl 4 trifft jedoch nach dem Auftrag der Klebstoff-
schicht nicht mehr auf den unbeleimten Buchblockriicken
7 sondern auf die Oberfliche der Klebstoffschicht 9. Die
Auswertung aller Kenngrossen erfolgt in der Verstirker-,

60 Rechen- und Anzeigeeinheit 10, in welcher als Ergebnis
eine mittlere Schichtdicke mit einer Genauigkeit von ca.

0,1 mm bestimmt wird. Die so bestimmten Klebstoffschicht-
dicken werden als elektrische Grdssen festgelegten Sollwer-
ten gegeniibergestellt und 16sen bei Abweichungen Signale

65 als Aufforderung zur manuellen Nachregelung an der Ein-
richtung zum Auftragen des Klebstoffes aus oder dienen
als Regelgrossen zur automatischen Steuerung des Kleb-
stoffauftrages.
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Die Buchblocks I5sen beim Transport an den Licht-
schranken 11 Schaltimpulse aus, durch welche die Steuerung
der Messvorginge bzw. die Fixierung der Messstellungen
erfolgt.

Die Auswertung erfolgt so, dass randbedingte Einfluss-
grossen, wie z.B. Fithrungsspiel im Einspann- und Forder-
mittel oder Verschleiss am Friser fiir den Buchblockriik-
ken, liber mathematische Beziehungen beriicksichtigt wer-
den. Zur Auswertung in der Verstirker-, Rechen- und An-
zeigeeinheit werden beispielsweise folgende Kenngrossen
ermittelt;

1) Messwert auf einer Bezugsfliche, z.B. der Unterkan-
te des Einspann- und Férdermittels 8 in Messstellung I
KP,y und KP,y, die im Abstand von der Kante des Buch-
blocks durch bekannte Mittel exakt fixiert werden, vor der
Beleimung.

2) Messwert auf dem unbeleimten Buchblockriicken 7,
KB,y und KB,y, in Messstellung 1.

3) Messwert auf der Bezugsfliche, z.B. der Unterkante
des Einspann- und Fordermittels 8 in Messstellung 1T nach
der Beleimung, KP,y und KPyy.
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4) Messwert auf der Oberfliche der auf dem Buchblock-
riicken 7 aufgetragenen Klebstoffschicht 9 in Messstellung
11 KB,y und KB,y.

Die Schichtdicke errechnet sich iiber folgende Bezie-

5 hung:

S; = KBy — KBy — KP,y — KPyy)
S, = KByy — KByy — (KPyy — KPyy)

Aus diesen Ergebnissen wird ein Mittelwert gebildet und

10 als Schichtdicke angezeigt.

Die Steuerung der Messvorginge, d.h. die Fixierung der
Messstellungen I und I erfolgt vorzugsweise durch Licht-
schranken. -

Als Messwertgeber zur Bestimmung der Klebstoffschicht-

15 dicke werden die gebiindelten Lichtstrahlen 4, 5 verwendet,

die unter einem Einfallwinkel auf die jeweilige Messstelle
gerichtet und auf die fotoelektrische Empfingeranordnung
6 geworfen werden, wobei zwischen der Lichtquelle und
dem Priifobjekt einerseits und zwischen dem Priifobjekt

20 und der fotoelektrischen Empfingeranordnung 6 anderer-

seits je ein Linsensystem angeordnet ist.

2 Blitter Zeichnungen
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